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(0.2・O .4mm) の結晶が必要であるため、再結晶を試みた。再結晶は次の方法、 1 )三角フラスコ
に試料を入れ、適当な溶媒で加熱溶解させ、室温に放置・冷却することの結晶析出、 2) 加熱溶解
させた溶液を熱湯を入れた発泡スチロール中で、ゆっくり冷却し、結晶を析出(図 1 右)、 3) 室温
で可溶な溶媒で試料を溶かし、その容器をお互い混ざり合うが試料には難溶な別の溶媒中に密封放






















化合物( 1 )、 (2 )川、及び(3 )は種々の条
件で浩晶化を試みたが、板状結品で厚さが十分得
られなかった。一方、化合物 (4) は 2) 、及び
3) の方法で測定に十分な大きさに結晶が成長し

























15 時間とした。 X 線測定で得られた結果を次に構
造解析プログラム (Crystal Structure) 4)で処理し
た。データ処理の流れは、 1 )直接法(ここでは
SIR88 を用いた)で原子の位置を求める、 2) 原
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